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用 H2CO 高分辨斯塔克谱稳定 He-Xe 激光器的频率
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用一塞曼调谐 He-Xe 激光器研究了 H2CO 3.51μm 跃迁(51 ' 5 (V=0)-6o, e (飞 =1))的

斯塔克效应。由于斯塔克系数太小因而还未曾用惯用的线性吸收技术观察到分开的谱线。本

文用腔内饱和吸收池技术研究了这跃迁的斯塔克效应，并用其中一条分离的吸收线去稳定

He-Xe 激光器的频率。

放入腔内的 H2CO 吸收池中装有一对斯塔克电极， 其间隙是 6.5 毫米。斯塔克场强是

4. 39 kV jcm。获得了饱和吸收线的微分讯号。它们是由二级斯塔克效应产生的十六条分开的

语线。用最小二乘拟合法确定了这些线的数值和斯塔克系数。经确定 1、 3 、 5 、 7 、 9 、 11 、 13 和

14 相应于八根允许的跃迁，而 2、 6、 10 、 4、 8 和 12 线分别是由 1-3 、 5-7 、 9-11 、 1-7 、 5-11

和 9-14 两线间的交叉共振产生。

He-Xe 激光器的频率稳在 H2CO 的一条斯塔克线上。由于讯号强和斯塔克系数大，所以
选第三号线(低能级是 j M I =5，高能级是 I M I =6)斜率的线性部分作鉴频曲线。该线的斯塔

克系数是 597 kHzj (kV jcm户。 激光器频率的稳定性用 Allan 方差的平方根 σ2 米估算。。在10

秒积分时间，稳定度 σ= 1. 9X lO -飞正用这台激光器对斯塔克系数作精确的测定.
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